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1.はじめに

物体の表面形状を従来の干渉法で測定する場合、位相の

検出だけではえ/2以上の凹凸の測定が不可能であると

いう問題がある。これに対し、異なる2つの波長を用い干

渉縞を別々に取得する方埠が提案されているo Lかしこの

方法は2台のCCDカメラが必要なし光軸調整が困難であ

ると言う問題があった。一方、本研究では1台のCCDカメ

ラで2つの干渉縞を同時に取得し、 2つの干渉縞をフィル

タリング処理により分離して物体の表面形状を測定する。

2.原理

図1に示す干渉計においてLDから照射した光を平行光

にした後に、 BSで二分する。ホットミラーは可視光を透

過し赤外光を反射するフィルタであることから九1の可視

光は透過しミラ-1で反射、九2の近赤外光はホットミラ

ーで反射し、それぞれCCDに到達するUその後、これらの

光と測定物体であるミラ-2との反射光がCCD上で干渉

する。またミラ-1及びホットミラーを傾けることにより

それぞれの干渉縞の向きと縞幅の調整が可能である。

二波長型干渉計により得られた干渉縞をⅩ方向、 y方向

に空間フィルタリングすることにより、それぞれ縦縞、横

縞のみを取り旧すことが出来るoそれぞれの縞をフーリエ

変換することにより位相分布rEが求められ、この二つの位

相分布の差Aαを求めることで表面形状Lが求まるo 1)

3.実験装置及び実験方法

本研究では、図1のような実験装置を構成したo LDに

九1-6 5 5nmと九2-7　　　　の二波長型の半導体レー

ザを用い、ホットミラーはZ軸を回転中心として前方に傾

いているCこれら2つの波長の光を、ミラ-2の反射光と

干渉させCCDカメラで画像を取得するOこの画像に空間フ

ィルタリング処理を施し、九1、九2に対する干渉縞を分離

した0

4.実験結果

ccDで取得した干渉縞を図2に示す。図2において縦

縞と横縞は、それぞれ九1、九2で得られた干渉縞であるo

この画像をバンドパスフィルタに適し、縞を分離した。

Ⅹ方向のみのバンドパスフィルタをかけたのが図3、 y方

向のみのバンドパスフィルタをかけたのが図4である。

no

5.まとめ

異なる2つの波長を用い干渉縞を　-度に取得後、分離す

干渉計を提案し、実験によりその動作を確認した。今後は

ミラ-2を段差を持つ物体に変え、表面形状の測定を行う

予定である。
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図1　実験装置の構成

図2　CCD士の干渉縞

図3　人1による干渉縞　　図4　九2による干渉縞


